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Przedmiotem - wynalazku jest sposéb automa-
tycznej kontroli ukladéw pomiarowych w auto-
matycznych urzadzeniach sortujgcych. Znajduje
on zastosowanie w automatycznych urzgdzeniach
sortujgcych w ktérych uklad pomiarowy pracuje
nie stabilnie oraz tam gdzie wielko§¢é sygnalu
informacji znajduje sie na granicy zakl6cen.

W znanych automatycznych urzgdzeniach sor-
tujacych w ktérych wielkos§¢ sygnalu informacji
od elementu badanego jest blisko granicy zaklo-
cen, do sprawdzenia ich ukladu pomiarowego sto-
suje sie element wzorcowy. Jego pomiar jest
sprawdzianem prawidlowej pracy ukladu pomia-
rowego.

Sprawdzenie ukladu pomiarowego przez element
wzorcowy odbywa sie na przemian z pomiarem
badanego elementu a pomiary te dokonywane sg
na roéznych stanowiskach i sg dokonywane ko-
lejno po sobie.

Urzadzenia oparte na tym sposobie wykazuja
nierébwnomierne zuzycie sie stanowisk pomiaro-
wych elementéw badanych i elementu wzorcowe-
go co powoduje stopniowe zmniejszanie powta-
rzalnosci pomiaréw oraz zmniejsza sie dokladno$é
pomiaru.

Zastosowanie oddzielnych stanowisk do pomia-
ru elementu badanego i elementu wzorcowego
wymaga stosowania dodatkowych ukitadéw syn-
chronizujgcych okres pomiaru elementu badane-
go z okresem pomiaru elementu wzorcowego.
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Zadaniem wynalazku jest stworzenie sposobu
automatycznej kontroli ukladéw pomiarowych w
automatycznych urzadzeniach sortujgcych ktéry
nie posiada wad znanych urzadzen oraz umozli-

- wia skrbcenie czasu pomiaru i zwieksza pewno$é

dzialania urzadzenia.

Wedlug wynalazku zadanie to zostalo rozwig-
zane w ten spos6b, ze na tym samym stanowisku
pomiarowym mierzy si¢ co najmniej dwa elemen-
ty badane a nastepnie element wzorcowy przy
czym elementy badane przetrzymywane s w
wstepnych zasobnikach do chwili sprawdzenia
ukladu przez element wzorcowy.

Po sprawdzeniu ukladu pomiarowego przez ele-
ment wzorcowy i w przypadku oceny pozytywnej
elementu wzorcowego przez uklad pomiarowy,
elementy przetrzymywane w wstepnych zasobni-
kach zostajg kierowane do odpowiednich zasob-
nikéw koncowych, za§ w przypadku negatywnej
oceny elementu wzorcowego, elementy badane
zostajg kierowane do zasobnika elementéw prze-
znaczonych do powtérnego badania, a urzadze-
nie zostaje zatrzymane.

Ilo§¢ elementéw badanych miedzy kolejnym
sprawdzeniem ukladu pomiarowego za pomocg
elementu wzorcowego moze byé rézna, zalezy ona
od jakosSci urzadzenia, stosunku wielko$ci sygnalu
informacji do wielko$ci poziomu zaklécen itp.,
ilos¢ ta jest okreSlona na podstawie badan staty-
stycznych.
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W sposobie bedgcym przedmiotem wynalazku
uzyskuje sie poprawe wydajno$ci, gdyz eliminuje
sie do minimum zbedne cykle pomiarowe elemen-
tu wzorcowego oraz uzyskuje sie lepsza powta-
rzalno$é i dokladno$é pomiaru przez zastosowanie
tego samego stanowiska pomiarowego dla ele-
mentu badanego i wzorcowego.

Wynalazek zostaje blizej objasniony na przy-
kiadzie wykonania automatycznego selektora to-
r8idalnych rdzeni ferrytowych o prostokatnej pe-
tli histerezy ktérego schemat przedstawiony jest
na rysunku.

Rdzenie badane 6 znajdujgce sie w rynience 5
zostajg z niej wybrane przez igly 9 osadzone na
obracajagcym sie kole podajagcym 2. Po nawlecze-
niu rdzenia na igle zostaje on podany do glowicy
pomiarowej 3 ktorej szczeki 4 chwytajg igle w
celu dokonania pomiaru rdzenia i przekazania in-
formacji do ukitadu pomiarowego 15 ktéry z ko-
lei otwiera odpowiednig zastawke 14 w rozdzie-
laczu 13.

Po dokonaniu pomiaru, rdzen zsuwa sie po zsy-
pie 1 i wpada do rozdzielacza w ktérym zostaje
kierowany przez otwarcie wtasSciwej zastawki do
odpowiedniego zasobnika wstepnego 12 gdzie jest
przetrzymywany do chwili pomiaru rdzenia wzor-
cowego.

Co okre$long ilo§é rdzeni badanych w szczeki
giowicy wchodzi igla z rdzeniem wzorcowym.
Uklad pomiarowy jest informowany o wejsciu
rdzenia wzorcowego w szczeki glowicy przy po-
mocy krzywki 8 i pary stykéw 7.

Po dokonaniu pomiaru rdzenia wzorcowego
i zakwalifikowaniu jego parametré6w przez uklad
pomiarowy jako zgodnych ze znanymi parametra-
mi rdzenia wzorcowego, rdzenie znajdujace sie
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w zasobnikach wstepnych zostaja kierowane przy
pomocy zastawki giéwnej 11 do zasobnikéw kon-
cowych 10.

W przypadku negatywnej oceny parametréow
rdzenia wzorcowego przez uklad pomiarowy rdze-
nie znajdujgce sie w zasobnikach wstepnych zo-
stajg kierowane do rdzeni przeznaczonych do po-
wtérnej selekcji i jednocze$nie urzgdzenie zostaje
zatrzymane. '

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b automatycznej kontroli ukladéw po-
miarowych w automatycznych urzadzeniach
sortujgcych w ktérych uklad pomiarowy kon-
trolowany jest elementem wzorcowym zna-
mienny tym, Ze na tym samym stanowisku po-
miarowym mierzy sie conajmniej dwa elemen-
ty badane a nastepnie element wzorcowy, przy
czym elementy badane po dokonaniu pomiaru
przetrzymywane sg w wstepnych zasobnikach
do chwili sprawdzenia ukladu pomiarowego
przez element wzorcowy.

2. Sposéb wedlug =zastrz, 1 znamienny tym, :ze
w przypadku zgodno$ci pomierzonych wielko-
$ci elementu wzorcowego z jego znanymi wiel-
kosSciami wzorcowymi, elementy badane prze-
kazuje sie z wstepnych zasobnikéw do zasob-
nikéw koncowych.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1 i 2 znamienny tym,
ze w przypadku niezgodno$ci pomierzonych
wielko$ci elementu wzorcowego z jego znanymi
wielko$Sciami wzorcowymi elementy badane
przekazuje sie do zasobnika przeznaczonego dla
elementéw wymagajacych powtérnego bada-
nia.
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